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Abstract;　The concentration change of nitrogen monoxide (NO) in fluc gas was measured

with a tunable diode laser. They was compared with those of the NOx meter which had been
′

set in the flue gas duct. The coefficient of the correlation for the data between this

system and the NOx meter is 0.88. As the result, it was proved that the flue gas was

able to be measured m situ by the system.

1 .は　じめに

ポイラプラ　ントの高効率化,低公賓化のための最適運転条件の調整では､試料採集管による煙道

内におけるガス濃度分布の分析が行われているが､この手法の問題点は､多額の費用と時間がかか

るこ　とである｡そこで､波長可変半導休レーザを使用　して､煙道内のガス分析を非接触で迅速に行

う方法の検討を行った｡

対象ガス成分と　してN Oを採り上げ､分析に用いる吸収ピークに対する干渉成分(H C02)

の影響をラボ的に検討した｡その結果得られた干渉の少ない吸収ピークを選定して､基礎試験機に

よって得た吸光度の変化とポイラ煙道内に設粧してあるN 0 x計の濃度変化とを比較することによっ

て､波長可変半導体レ-ザによる非接触ガス分析が可能であることを明らかにしたので報告するO

2.吸収ピークの選定

煙道ガス中のN Oを赤外線吸収法で測定する

場合､分析に用いる吸収ピークは以下に示す条

件を持つピークを選定しなければならない.

( 1 ) H20, C O　による干渉が少ない

( 2 )大きい吸収ピーク強度を持っている

始めに実験室において､半導体レーザ素子の

発振波長範囲におけるN Oの吸収ピークを確認

し､それらの吸収葦での王i20　　C O　の影幣皮

合いを実験的に検討した結果､ Table lに示す

ように､観察された7本の吸収ピ-クの内､ ②

の吸収ピークが適当であることがわかった｡以

下の基礎試験は②の吸収ピークを用いて行った

3　　基礎試験

3　- 1　装置
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基群試験は､実際のポイラの煙道で実施したo　装芯

の構成をFig.1(a)に示す｡装置は､

①クライオスタ　ット,検出器,参照セル,エタロ

ンなどを収納した光学系装置

②レ-ザ電流コ　ント　ローラ,デジタルオシロスコー

プを収納した制御装置

③データ処理コ　ンビュ-タ

によって構成されている.光学系装置から発振された

赤外光は､装置内でエタ　ロ　ン用と参照セル川,測定用

に分離される.測定用の赤外光は､横道周辺に配粁　し

た反射鏡と､ Fig.Kb)に示す煙道外iサに設配　した表側

光透過フラ　ンジによって､煙道内に帝人される｡坪道

内を通過した赤外光は､反対側に設定した裏側光透過

フラ　ンジを通過して､一度煙道外にLHるo　そ　して､コ-

ナ-キューブミ　ラーによ　り反射され､円び煙道内に入

り､表側光透過フラ　ンジを通過して､入射光と若干ず

れた光路で光学系装置の検出器に入る｡

3　-　2　　基礎試験結果

N O分析はN 0 x　濃度が変化する停止時に実施した｡

煙道内におけるN Oの濃度変化は､約9　0秒ごとに

吸光度の変化と　して測定した｡それと同時に､ N 0 x

計の指示値を読み取り､レ-ザ光による測定と比較し

た　Fig.2に結果を示す　Fig.2(a)は発電出力, (b)は

N 0 x計からの濃度比(指示値/最大指示値) , (c)

は　レ-ザ光による吸光度の時間変化を､それぞれ表し

ている｡低濃度側での違いは､干渉成分(H20ある

いはC 0,)によ　ってベースライ　ンが変化　したために､

吸光度が小さ　く測定されるためである｡

Fig.3にN 0 x計の指示値と吸光度の関係を示す｡

両者の相関係数は　0. 8　　であ　り､ほぼ相関があるこ

とが明　らかとなった｡

4　　ま　とめ

本研究では､ポイラプラ　ントの効率的な逆転支援の

ために､煙道中のN Oガス濃度を､半導体レーザを使

用　して非接触で分析することが目的であった｡そのた

め､煙道内に存在する干渉成分(II20, C O.)の影

響を受けない吸収ピークを選定し､基礎試験機を試作

して実際のポイラ煙道内において分析を行った　N 0

ガスの濃度変化を､ N 0 x計と比較した結果､祁関係

数0. 8　で良い相関かえられたので､半導体レ-ザ

によるポイラ煙道ガスの分析が可能である確証を得た｡
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Table 1 Select of the peak for measurement

Peak No. CTS*1Voltage H20　　C02　Peak intensity
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○
○
×
×
×
×
○

0
A

A A

A Aa

A A A血　　A△

ム　　人人人人　　ム　　　ムム

ム　^叫

A

A
A A血

A A A A
AA∧A A

A

900 1800　2700　3600　4200　5400

Saupli叩Tine fsec.I

Til-2　The concentration change of the NO.

Concentration ratio (-)

lit3　The relation between the data froa the laser

a丘i that froo the SO文盲eter.
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